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Doktorand se ve sve praci zabyva vysocc aktualni problematikou tenkych vrstev kfemiku
nachazejicich uplatncni v oblasti solarnich clanku. Pro ziskani vysoke ucinnosti techto
clanku je tfeba porozumet vlastnostcm kfemikovych tenkych vrstev.
Hlavni motivaci vyzkumnc pracc doktoranda a skupiny, jejiz je clenem, je pou/iti techto
vrstev v solarnich clancich vyuzivajicich lehkych a ohebnych (napf. plastovych)
substratu. Z tohoto duvodu se doktorand zamefil predevsim na nizkoteplotni depozice
pouzitim melody PE CVD. Hlavni duraz je v praci kladen na charakterizaci vzorku
pfipravenych za ruznych depozicnich podminek s cilem porozumet vztahu mczi
mikrostrukturou vrstev a jcjich clcktrickymi vlastnostmi.

Pro zvladnuti zvolcnych ukolu si musel doklorand osvojit teoreticke zaklady i
experimentalni dovednosti spojene s fadou modernich metod i zafizeni. Bylo nutnc
zvladnout zaklady fyziky a tcchniky plazmatu a dalsi pozadavky umoznujici provadet
dcpozice vrstev, ruzne mody melody AFM, zvlastc pak ziskat prakticke zkusenosti pro
uspesnou aplikaci tcto techniky a interpretaci ziskanych obrazku, jakoz i ziskat pfehled o
fade jinych analytickych a meficich mctod (TEM, CPM, XRD, Raman, ERDA, FT-IR)
pro spravne vyuziti a vyhodnoccni namefenych dat.

Doktorandovi provedl velke mnozstvi experimentu zamefenych na vyzkum samotneho
mikrokrystalickeho kremiku zahrnujicich jeho pripravu metodou PE CVD, vyzkum
struktury kombinaci Calotestu a mikroramanovskc spektroskopie, aplikaci AFM pro
urceni topografie i lokalni vodivosti, rckonstrukci fezu mikrokrystalickych zrn z AFM
obrazku, vyzkum elektronove struklury metodou CPM a vyzkum pnuti ve vrstvach
metodami XRD a mikroramanovskc spektroskopie. Dale pak tato studia rozsifil i na
vyzkum vlivu depozicnich parametru a tloustek vrstev mikrokrystalickeho a amorfniho
kremiku na jejich vlastnosti.

Dosazene vysledky vedou k fade novych poznatku v oblasti struktury mikrokrystalickeho
kremiku a charakteristickych jevu pfi prechodech fazi a-Si:H/u.c-Si:H. Doktorand se
podilel na interpretaci dosazenych vysledku a dale navrhnul a provedl vyhodnoceni
prumerne velikosti /rn mikrokrystalickeho kremiku metodou PSDF. Jeho originalnim
pfispevkcm jc rovnez porovnani vni l fn iho pnuti urceneho z ramanovskych a XRD
mefeni.

Prace je vhodnc strukturovana, jc psana ctive, pfchledne a velmi dobrou anglictinou.
Obcasne pfeklcpy ncpusobi rusive ani nemeni vyznam textu. V praci bych vsak uvital



podrobnejsi fyzikalni rozbor principu mctod AFM, pfedcvsim pak kombinovaneho modu
pro mefeni lokalni vodivosti. Nicmene strucne nastineni teto problematiky i jinych mctod
je v£cne spravne a nenasel jsem v nem zadna podstatna pochybem. Pfedlozena prace,
dosazene vysledky a rozsahla publikacni cinnost svedci o solidnfch znalostech
doktoranda v oblasti problematiky tcnkych mikrokrystalickych i amorfnich vrstev
kfemiku i o zvladnuti zadaneho ukolu.

V souvislosti s praci a jako soucast rozpravy pokladam tyto otazky:

1. Jake jsou rozdfly mezi zminenymi depozicnimi metodami z hlediska moznosti
presneho a nezavisleho nastaveni depozicnich parametru?

2. V pripade melody STM hrot neni v pfi'mem kontaktu s povrchem. U kombinovane
metody AFM tomu tak vsak je. Ma tato skutecnost vliv na mechanismus pfenosu
naboje i na ziskane vysledky?

3. Bylo ovefeno tupeni hrotu v priibehu skenovani j inymi metodami (napf. SEM)?.

4. Byly kfemikove substraty pouzivany s vrstvou nativniho oxidu nebo bez nej? Jaky vliv
ma pfitomny oxid na deponovanou vrstvu?

5. Co je to ,,phonon-confmement effect" zmin£ny na strane 31 a proc zpusobujc posuv v
ramanovskych spektrech?

6. Proc se bere polovina poctu meficich bodu pro urceni nejmensiho detekovatelneho
objektu?

Pfedlozena prace splnuje kriteria kladena na disertacni praci a hodnotim ji znamkou
vybornS. Za pfedpokladu uspesneho prubehu oponentniho fizeni doporueuji udelit Ing.
Tomasi Matesovi titul Ph.D.
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